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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 45 062.5-55

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 14. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer,
die  Richterin Kirschneck sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein  und
Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse H 01 Q - hat die
am 20. September 1999 beim Patentamt eingegangene Patentanmeldung mit der
Bezeichnung "Reflektor mit geformter Oberflache und r&dumlich getrennten Foki
zur Ausleuchtung identischer Gebiete, Antennensystem und Verfahren zur Ober-

flachenermittlung” durch Beschluss vom 5. Mai 2006 zuriickgewiesen.

Die Zuruckweisung basiert auf den Patentansprichen1l bis 13 vom
24. November 2005, den Beschreibungsseiten 1 bis 13 vom 20. September 1999
und den Figuren 1 bis 4 vom 1. Oktober 1999.

Die Zuruckweisung ist damit begriindet worden, dass die im Anspruch 1 charakte-
risierte Erfindung mit der Anmeldung nicht so vollstandig und deutlich offenbart
sei, wie es § 34 Abs. 4 PatG fordert. AuBerdem enthalte die Anmeldung kein Aus-

fuhrungsbeispiel der Erfindung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihre Anmeldung

weiterverfolgt.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse H 01 Q des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2006 aufzuheben und
das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu ertei-

len:

Patentansprtche 1 bis 13 vom 24. November 2005,
Beschreibung vom Anmeldetag 20. September 1999,
vier Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, vom 1. Oktober 1999,

hilfsweise,

Patentanspriiche 1 bis 13 gemald Hilfsantrag, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung,
mit noch anzupassender Beschreibung,

Zeichnungen wie Hauptantrag.

Der Anmeldegegenstand betrifft einen Reflektor fur elektromagnetische Wellen mit
speziell geformter Oberflache, ein Antennensystem mit einem Reflektor mit ge-
formter Oberflache und ein Verfahren zur Oberflachenermittlung. In der Beschrei-
bung Seiten 1 und 2 ist ausgefiihrt, dass bekannte Reflektoren aus dem Stand der
Technik nur eingeschrankt fur Anwendungen geeignet seien, bei denen eine bidi-
rektionale Strahlrichtung mit einer effektiven Entkopplung fur Senderichtung und
Empfangsrichtung zu einem gemeinsamen Ausleuchtgebiet verwirklicht werden
solle, insbesondere gekoppelt mit der Moglichkeit der Verwendung gleicher Fre-
guenzen und/oder gleicher Polarisation fir Senderichtung und Empfangsrichtung.
Es sei daher Aufgabe der Erfindung, eine Mdglichkeit bereitzustellen, die eine ent-
koppelte, bidirektionale Ubertragung elektromagnetischer Wellen bei maximaler
Ubertragbarer Datenmenge erlaube (vgl. urspr. Unterlagen Seite 2, Zeilen 19 bis
21).



Diese Aufgabe soll mit einem Reflektor gelést werden, der gemald Hauptantrag fol-

gende Merkmale aufweist (Aufzahlungszeichen hinzugeflgt):

"1. Reflektor fur elektromagnetische Wellen

M1la mit geformter Oberflache,

M1b wobei die Oberflache des Reflektors (1) eine lokale Formge-
bung aufweist, die derart ausgelegt ist, dass

Mlc der Reflektor (1) zumindest eine Gruppe raumlich getrennter
Foki (10a, 10b, 110a, 110b) aufweist und die Reflexionswir-
kung des Reflektors (1) so beschaffen ist,

M1d dass von einer Gruppe von Foki (10a, 10b, 110a, 110b) aus-
gehende elektromagnetische Strahlblndel (5a, 5b, 50a, 50b)
durch den Reflektor (1) auf ein gemeinsames Ausleuchtge-
biet (3, 3a, 3b) gerichtet werden

dadurch gekennzeichnet,

M1le dass der Reflektor (1) eine globale Oberflachenformgebung
aufweist, der iterativ mehrere lokale Oberflachenformgebun-
gen aus Erhebungen und Vertiefungen mit feiner werdenden
GroRRenordnungen Uberlagert sind,

M1f wobei die lokalen Oberflachenformgebungen zur Reflexion

jeweils den raumlich getrennten Foki zugeordnet sind.”

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 6 gemald Hauptantrag lautet (Auf-

zahlungszeichen hinzugefigt):

"6. Antennensystem mit einem Reflektor

M6a mit geformter Oberflache nach einem der Anspriche 1 bis 5,
und

M6b zumindest einer Gruppe mit zumindest einem ersten und zu-

mindest einem zweiten Strahler (4a, 4b, 40a, 40b),



M6c wobei der erste Strahler (4a, 40a) raumlich getrennt von dem
zweiten Strahler (4b, 40b) angeordnet ist und

M6d der erste und zweite Strahler (4a, 4b, 40a, 40b) jeweils in ei-
nem Fokus (10a, 10b, 11a, 11b) des Reflektors (1) angeord-
net sind,

M6e so dass vom ersten und zweiten Strahler (4a, 4b, 40a, 40b)
ausgehende erste und zweite Strahlenbindel (5a, 50a, 5b,
50b) auf ein gemeinsames Ausleuchtgebiet (3, 3a, 3b) ge-

richtet werden."

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 11 gemal Hauptantrag lautet (Auf-

zahlungszeichen hinzugefigt):

"11. Verfahren zur Ermittlung der Oberflachenformgebung eines
Reflektors (1), mit folgenden Schritten:

M1l1la Bereitstellung einer globalen Grundstruktur der Reflektor-
oberflache (9),

M11b Definition bestimmter, raumlich getrennter Positionen von
Strahlern (4a, 4b, 40a, 40b) derart, dass jeder Strahler (4a,
4b, 40a, 40b) einen Teilbereich (6a, 6b, 60a, 60b) der Re-
flektoroberflache (9) ausleuchtet,

M1lc Bestimmung der Reflexionswirkung des Reflektors (1) fir
von den Positionen der Strahler (4a, 4b, 40a, 40b) ausge-
hende elektromagnetische Strahlbtindel (5a, 5b, 50a, 50b),

M11d Variation der lokalen Oberflachenstruktur des Reflektors (1)
durch Bildung lokaler Erhebungen und Vertiefungen mit ge-
ringerer GroRenordnung als die der bisherigen Struktur der
Reflektoroberflache derart, dass von den Strahlern (4a, 4b,
40a, 40b) ausgehende elektromagnetische Strahlbin-
del (5a, 5b, 50a, 50b) durch den Reflektor (1) weitgehend



auf ein gemeinsames Ausleuchtgebiet (3, 3a, 3b) gerichtet
werden,

M1lle wiederholtes Durchlaufen der Schritte ¢) und d) mit kleiner
werdenden Grol3enordnungen der Erhebungen und Vertie-
fungen, bis eine definierte Richtwirkung der Strahlbin-
del (5a, 5b, 50a, 50b) auf ein gemeinsames Ausleuchtge-
biet (3, 3a, 3b) erreicht ist."

Bezlglich der auf die selbstandigen Anspriiche jeweils riickbezogenen Unteran-

spruche wird auf die Amtsakte, Bl. 92 bis 95, verwiesen.

Die hilfsweise beantragte Anspruchsfassung unterscheidet sich von der An-
spruchsfassung gemal Hauptantrag nur dadurch, dass am Schluss des Patentan-

spruchs 1 gemald Hauptantrag noch das Merkmal

"M1g , wobei die Foki bezlglich der globalen Oberflachenformge-

bung des Reflektors versetzt angeordnet sind.”

angefugt ist.

In der mindlichen Verhandlung wurden die bereits im Prifungsverfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt eingeftihrten Druckschriften

JP 57-73 506 A. In: Patents Abstr. of Japan, Sect. E. Vol. 6
(1982), Nr. 151 (E-124),

EP 0 593 903 Al und

US 4 482 897

diskutiert.



Die Beschwerdefuhrerin begrindet ihre Beschwerde im Wesentlichen damit, dass
entgegen der Auffassung der Prifungsstelle die Erfindung so deutlich und voll-
standig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausfiilhren kdnne und verweist aus-
dricklich auf die in ihrer Erwiderung vom 24. November 2005 vorgebrachten Argu-

mente.

Sie halt den Reflektor fir elektromagnetische Wellen in den Fassungen des Pa-

tentanspruchs 1 sowohl nach Haupt- als auch Hilfsantrag fur patentfahig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg. Der Gegenstand des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag mag zwar als neu gelten, er beruht
jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (8§ 4 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand richtet sich seinem sachlichen Inhalt nach an einen Di-
plomingenieur FH der Hochfrequenztechnik mit speziellen Kenntnissen auf dem
Gebiet des Entwurfs von Reflektor-Antennen. Das Verstandnis dieses Fachmanns
ist daher bei der Auslegung der in der Anspruchsformulierung verwendeten Begrif-
fe und den damit beschriebenen funktionalen Zusammenhéangen zu bertcksichti-

gen.

Unter einem "Reflektor mit geformter Oberflache" ist in Ubereinstimmung mit der
Anmeldung eine Reflektoranordnung zu verstehen, die sowohl eine gekrimmte
Oberflache (vgl. urspriingliche Unterlagen, Fig. 1 i. V. m. Seite 12 Zeilen 18 bis 20)
als auch lokal erhohte und vertiefte Bereiche verschiedener Grél3enordnung auf-

weisen kann (vgl. Fig. 3i. V. m. Seite 12, Zeilen 20 bis 22).



In diesem Zusammenhang erschlief3t sich dem Fachmann unmittelbar auch der
Begriff "globale Oberflachenformgebung" als Formgebung der Reflektoranordnung
in ihrer Gesamtheit (vgl. einmal mehr urspriingliche Unterlagen, Fig. 1 i. V. m. Sei-
te 12 Zeilen 18 bis 20).

Als "Ausleuchtgebiet” wird im Zusammenhang mit gerichteter elektromagnetischer
Strahlung ein begrenzter oOrtlicher Bereich bezeichnet, der mit den vom Reflektor
in den Raum abgegebenen elektromagnetischen Strahlen Gberdeckt wird.

Den Begriff "iterativ" legt der Senat entsprechend seiner allgemeinen Wortbedeu-
tung als einen sich wiederholenden Vorgang oder Zustand aus. Dieser Auslegung
folgend lehrt das Merkmal M1le, dass Uber die gesamte Reflektorflache sich wie-

derholt unterschiedlich fein strukturierte Bereiche tberlagern kénnen.

Mit dem Begriff "rdumlich getrennt" verbindet der Fachmann den Umstand, dass
zwei oder mehrere Gegenstande an unterschiedlichen Orten angeordnet sind.

2. Ausgehend vom diesem Verstandnis der verwendeten Begriffe erhalt der Fach-
mann durch den Patentanspruch 1 zur Uberzeugung des Senats eindeutige und
klare Hinweise, in welcher Form die Oberflache eines Reflektors mit den Maf3nah-
men nach den Merkmale M1le und M1f zu gestalten ist, um die mit den Merkma-

len M1b bis M1d vorgegebene Reflexionswirkung zu erzielen.

Entgegen der Auffassung der Prifungsstelle sind zum Anmeldegegenstand in den
Figuren 1 bis 4 Darstellungen des Reflektors und des Antennensystems wiederge-
geben, die in der Beschreibung auch ausdrucklich als "Ausfuhrungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung" deklariert sind und im weiteren Kontext hinsichtlich Kon-
struktion und technischer Wirkung ausfuhrlich erlautert werden (vgl. Seite 10, Zei-
le 12 ff.).



Der Fachmann wird, selbst wenn man unterstellen wirde, dass die Anspruchsfor-
mulierung unklar sein sollte, spatestens durch das Studium der Beschreibung in
die Lage versetzt, den Anmeldegegenstand zu erfassen und technisch umzuset-

zen.

Die Anmeldung gentigt mithin den Anforderungen des 8§ 34 Abs. 4 PatG.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Haupt- und Hilfsantrag beruht

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (8§ 4 PatG).

Die Druckschrift JP 57-73 506 A zeigt in Ubereinstimmung mit dem Gegenstand
von Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag in ihrer Figur (a) einen Reflektor mit
geformter Oberflache (Merkmal M1a), bei dem die globale Oberflachenform ge-
krimmt ausgefuhrt ist (Merkmal Mlewiw ). Die Oberflache des Reflektors ist au-
genscheinlich lokal in mindestens zwei (vgl. 3 und 3") bzw. mehrere Teilbereiche
lokaler Formgebung unterteilt (vgl. Abstract) (Merkmal M1b), die eine Konzentrie-
rung der von diesen Teilbereichen reflektierten Strahlen in raumlich getrennten Fo-
ki (vgl. 4 und 4°) bewirken (Merkmal M1c). Die beziglich der globalen Oberfla-
chenformgebung des Reflektors versetzte Positionierung der Foki (Merkmal M1g)
auf der Rotationsachse sowie deren jeweilige Zuordnung zu den einzelnen lokalen
Oberflachenformgebungen der Teilbereiche (Merkmal M1f) bewirken, dass die von
den Foki ausgehenden elektromagnetischen Strahlenbiindel verschiedener Fre-
quenzbander, fur den Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennbar, durch den
Reflektor auf ein gemeinsames Ausleuchtungsgebiet gerichtet werden (Merk-
mal M1d).

Ausgehend von einem derart geformten Reflektor und der ausdriicklich angespro-
chenen zahlenmaligen Vielfalt der einfallenden elektromagnetischen Strahlenbiin-
del (vgl. PURPOSE) wird der Fachmann im Rahmen des zu seinem Aufgaben-
kreis gehorenden Problems (BGH, Urteil vom 1.Marz 2011, X ZR 72/08,

GRUR 2011, 607 - kosmetisches Sonnenschutzmittel Ill), eine bessere effektive



-10 -

Entkopplung bei bidirektionaler Strahlrichtung mit einer Sende- und Empfangsrich-
tung zu erreichen, zusatzlich zu der Separierung nach Frequenzbandern noch die
in der Druckschrift EP 0 593 903 Al vorgeschlagene Auswertung der Polarisation
elektromagnetischer Strahlenbiindel (vgl. Spalte 1, Zeilen 31 bis 34) in Erwégung
ziehen. In Bezug auf die zielgerichtete Fokussierung orthogonal polarisierter elek-
tromagnetischer Strahlenbindel auf eine dafur bestimmte Stelle (Fokus) lehrt die
EP 0593 903 Al ein Polarisationsgitter auf einer Reflektoroberflache dadurch zu
realisieren, dass lokal mittels eines Atzvorgangs ein Array von Gitterlinienstreifen
(vgl. Spalte 4, Zeilen 2 bis 12), mithin ein definiertes Muster von Erhebungen und
Vertiefungen, ausgebildet wird (vgl. Fig. 1 und 2 jeweils 12). Diese MaRnahme auf
die lokal ausgeformten Bereiche (vgl. 3 und 3°) des Reflektors nach der
JP 57-73 506 A angewendet, fuhrt den Fachmann unmittelbar zu einem Reflektor
mit einer globalen Oberflachenformgebung, der wiederholt (®iterativ) mehrere lo-
kale Oberflachenformgebungen aus Erhebungen und Vertiefungen mit feiner wer-

denden Groéf3enordnungen uberlagert sind (Merkmal M1eges;).

Damit ist der Fachmann, ohne erfinderisch tatig werden zu mussen, beim Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag angelangt.

4. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 erweist sich somit sowohl in der Fas-

sung des Hauptantrags wie in der Fassung des Hilfsantrags als nicht patentfahig.

Mit dem Patentanspruch 1 gemaf Haupt- und Hilfsantrag fallen auch alle anderen
Anspruche der jeweiligen Anspruchsfassungen, da das Patent nur so erteilt wer-
den kann, wie es beantragt ist (BGH in GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicher-

heizgerat, mit weiteren Nachweisen).
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5. Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr darauf an, ob séamtliche Merkmale
der geltenden Patentanspriche in den urspringlich eingereichten Unterlagen als

zur Erfindung gehorig offenbart sind.

Dr. Mayer Kirschneck Gottstein Albertshofer

Pl



